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Long description: Primzahlbild 1-9216, 1 + 1 = 3, Farbfraktal — bereits
solche Titel von Werken der Konkreten Kunst verweisen auf die engen
Beziehungen dieser Kunstgattung zur Mathematik. Wie lassen sich
solche Verbindungen im Mathematikunterricht nutzen, um zentrale
Kompetenzen wie Modellieren, Argumentieren oder Problemlésen
anzusprechen? Der Autor gibt einen Uberblick tiber die Verknupfungen
von Konkreter Kunst und Mathematik: Bei dieser Gattung bildender
Kunst spielen die Kunstschaffenden mit logischen Regeln. Eine Aufgabe
des Betrachters kann das Herauslesen der Regelwerke aus den Bildern
sein. Dabei erfordern die Suche nach Strukturen und das Beschreiben
derartiger Regelmafiigkeiten ganz ahnliche Tatigkeiten, wie sie beim
mathematischen Modellieren von Alltagsph&nomenen notwendig sind.
Doch welche Art von Modellen entsteht hierbei? Theoretische
Uberlegungen zum Modellieren spannen den Bogen zu
Computersimulationen, die als wichtige Werkzeuge im
Modellierungsprozess angesehen werden. Die Analyse Konkreter
Kunstwerke und ihre Variation mittels Computersimulationen bilden
daher eine Einheit, die sich als Zwei-Phasen-Schema auch auf die
Modellierung von Realsituationen Ubertragen lasst. Anhand empirischer
Daten wird der Bezug dieser Vorgehensweise zum Problemlésen und
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Sommario/riassunto Introduces metamaterials technology, a hovel approach for the design
of radiofrequency and microwave components and circuits. This book
discusses the intrinsic charge transport in organic field-effect
transistors based on self-assembled monolayers and on the nature of
transport in organic systems.



